
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1. Рабочий спектральный диапазон: 240 – 1050 нм 
(УФ и ИК опции)

2. Диаметр измерительного пятна: 10 мкм, 25 мкм, 
50 мкм, 100 мкм

3. Измеряемые параметры: Толщина пленки, n и k 
через λ

4. Диапазон толщин: от 0.1 нм до 10 мкм (зависит от 
типа пленки)

5. Количество анализируемых слоев: до 10 слоев 
(зависит от типа пленки)

6. Скорость анализа: 10 сек/точка (нормальный 
режим); 1-3 сек/точка (быстрый режим – 
опционально)

7. Воспроизводимость (3σ): ± 0.03 нм на 10 
измерений



Система для измерения тонких пленок
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